Kamerovy systém je umiestiovany na elektronovy mikroskop externe — nasmerovanim
zormného pola kamerového systému na obrazovku TEM. Geometrické skreslenie obrazu
perspektivou je odstrafiované softvérovymi metédami. Externé umiestiiovanie kamery ma
zasadné vyhody:

« Externy kamerovy systém nembze byt pokodeny vysokym jasom bodov pritomnych
v difrakénom obraze.

* Externy kamerovy systém, na rozdiel od stiasnych zabudovanych systémov,
umoZiiuje snimanie dit s vel'mi vysokou rychlost'ou 120 snimkov za sekundu, &o
vyrazne urychluje proces analyzy nanokrystilov

* Externy kamerovy systém md vyborni flexibilitu v snimacich parametroch — &i uz
vysokorychlostiné snimanie pri rozliSeni 128x128 bodov. ktoré je pre difrakénn
analyzu dostato¢né, alebo snimanie obrazu s vysokym rozliSenim pre morfologicki
analyzu

Kamerovy systém je doplneny softvérovymi balikmi: vivojovy balik SDK pre vytviranie
vlastnych aplikicii pre Standardné vyvojové prostredia Visual C++, Visual Basic, VB.NET,
C#, Java, Delphi ainé. Ku kamere st dodané aj baliky AMS inspector — automatizovany
meraci systém na meranie v redlnom Case na zdklade uZivatefom navrhnutych meracich
sablon pre meranie rozmerov, poléh, odchylok, polomerov, uhlov a pod. Systém automaticky
vyhodnocuje zhodu nasnimaného obrazca so zadanou 3ablonou a vysledky merani uklada do
databdzy s moZnost'ou Statistického spracovania vysledkov.

Daliim modulom je Highspeed inspector na snimanie a analyzo vysokorychlostnych
obrazovych dit. Ddta si synchronizované s redlnym &asom a vybavenéd fasovou znafkou.
Systém podporuje cyklicky zachyiny buffer na ziznam neo¢akavanych udalosti.

Kamerovy systém je pripojeny k riadiacemu poéitaéu pomocou zbernice FireWire, resp.
GigE.

Snéastou dodavky bude aj riadiaci PC systém s minimalnou konfiguraciou:
PCDualCorelntelPentiumIV, 3.0GhzProcesso, DVD+CD-ROM, Read/Write, 4GBRAM,
320GbHarddrive, Ethernet, monitor19”. Konfiguricia md#e byt aktualizovana podla
aktudlneho stavu v oblasti I'T v Ease realizacie zdkazky.

Systém DigiStar

Digitalny systém na riadenie precesie v transmisnom elektrénovom mikroskope shiZi na
riadenie elektronového [iéa na precesné skenovanie vzorky v kazdom bode. Systém obsahuje
riadiacu elektroniku a softvér. Umeoziiuje ukladanie aspidmé vyvolavanie nastavenyvch
parametrov [Géa. Tym je moZné jednoducho prenasat’ systém medzi viacerymi TEM
s urychl'ujicim napitim od 100 kV do 300 kV. Systém vyuZiva naklafiacie cievky z tubusu
TEM a pracuje nezivisle na STEM, mdZe byt indtalovany aj na TEM, ktoré nie si vybavené
rastrovacimi STEM cievkami. Systém umoZiiuje aZ 6 nasobni redukciu velkosti liga pri
vel'kych precesnych uhloch. Dosiahnutel'nd stopa je od 5 nm pri $tandardnych precesnych
uhloch aod 10 nm pri vysokych precesnych uhloch. PouZitd precesnd technika podla
Vincenta-Midgleyho umoZfiuje vyrazné zniZenie dynamickych efektov pri snimani
elektronovej difrakcie a zniZuje citlivost analyz na hribku kryStilov, dez-orienticiu
a deformaciu Ewaldovej sféry. Meranie difrakénych obrazeov v precesnom méde umoZiiuje
priame urenie Struktiry pre kazdy neznamy nanokry3tal.



Precesny uhol mdZe byt' nastaveny spojite v rozsahu 1°a% 4° v zivislosti od TEM tubusu.
Rychlost’ precesie je nastavitelna od 0,2 Hz do 2000 Hz v zivislosti od pouzitého TEM
tubusu. Precesiu je moZné snimat’ pre rézne velkosti stopy a pre rozne urychl'ujice napitia.
Skenovanie vzorky lifom je mo#né uZ v rdde jedného nanometra.

Systém je nezdvisly od nastavenia TEM. Ak sa systém vypne, je Gplne odpojeny a Ziaden zo
signdlov nie je zavadzany do mikroskopu. Predpokladom pre spravnu Einnost’ systému je
spravne najustovany a prevadzky schopny TEM, v takom stave, Ze je schopny dosahovat
pozadované rozlifenia.

Softvérovy modul TEMDPA
{Transmission Electron Microscope Diffraction Pattern Acquisition)

Softvér riadi dosku DA prevodnikov, ktoré ovladaju cievky v elektrénovej optike TEM
a umoZiuji precesny pohyb elekironovéhe Iaéa a rastrovanie povrehu vzorky. Zarovei zbiera
dita z kamery. Je schopny snimat’ Gdaje zexternej kamery ako aj z kamery uréenej na
zabudovanie do TEM. Systém sa prispisobi snimkovym rychlostiam kamier, ktoré si
pripojené. Systém uklada sady zosnimanych obrazcov elektronovej difrakeie na pevny disk.

Specifikécie:
Softvér okrem in¢ho umoZiiuje jednoduchy vyber a nastavenie parametrov CCD kamery ako:

binning, velkost' obrazu, Ovladanie kontrastu a jasu obrazu, redukcia Sumu priemerovanim
obrazov. Manudlne riadenie polohy laéa pre rvchlu kontrolu kvality, rychly rastrovaci
generdtor pre vyber plochy, jednoduché nastavovanie rastrovacich parametrov, pozorovanie
a lokalizacia prejdeného lufa, zobrazenie difrakéného obrazca, alebo transmisného obrazu
v svetlom poli.

Softvérovy modul DIFFGEN

Generator difrakénych obrazcov generuje obrazee klasickou metéodou pomocou Ewaldovej
sféry. Intenzity a difrakéné Iide s vypolitané ako prieseénik reciprokej mriezky so sférou,
ktorej priemer je inverzny vinovej dizke elektrénov. Hodnoty st uloZené v databéze pre kaZdi
sadu preddefinovanych eulerovych uhlov.

Specifikdcie:

Jednoduché grafické rozhranie — difrakéné obrazce

Generovanie obrazcov pre vietky kryStalické systémy

Uzivatel definuje zakladné parametre: vinovi dizku, reciprok mriezku, parametre kamery,

Braggovu podmienku a pod.

Softvér umoziuje importovat’ sibory .cif z inych kryStalografickych systémov
Individudlne rychle generovanie pomocou Eulerovych uhlov, alebo Millerovych indexov
Integrovana databdza difrakénych obrazcov s flexibilnou definiciou Eulerovych uhlov.



Softvérovy modul INDEX

Identifikacia orienticie na zdklade zhody difrakénych obrazcov. Kazdy simulovany obrazec
generovany pomocou  systému DIFGEN uloZeny v databize je porovndvany
s experimentdlnymi datami na zdklade definovanych vzorov. Vysledkom je uréenie orientacie
s najvi¢iou zhodou.

Specifikacie:

Indexovaci algoritmus vhodny pre vietky krystalické systémy
Individudlne rozpoznivanie obrazcov

Plne automatickd konstrukcia orientaénych map

Rychla rutina optimalizdcie a nastavovania snimacich parametrov
Filtrovanie dat v realnom &ase

Zvyraziniovanie bodov v redlnom éase

Systém na korekciu geometrického skreslenia difrakénych obrazcov v disledku geometrie
optického systému kamery

Rychle indexovanie viac ako 100 obrazcov za sekundu
RozliSenie orientacie lepiie ako 1°

Automaticka lokalizécia transmitovaného lica

Mozné manualne uréovanie orienticie

Vycislenie korelaéného indexu — pre postdenie spol'ahlivosti
RekonStrukcia obrazu pre svetlé pole a pre tmavé pole

MozZnost’ prace v manudlnom reZime

Softvérovy modul MAP VIEWER

Konstrukeia orientatnych mép — orientdcia kryStalu je priradena polohe na vzorke. Mapy st
ukladané vo vyslednych siboroch. Softvér umoZiiuje zobrazovat’ mapy a vykonavat' zikladné
merania a identifikiciu lokdlnych orienticii

Specifikicie:

Orientatné mapy — farba bodu zodpoveda uréitej kryitalografickej orientdcii

Fazova mapa — farba bodu zodpoveda uréitej krystalickej faze (kubick4, hexagonélna,
tetragonalna a pod.) Mapa orientainych indexov, pre kazdi vyhodnoteni orientdciu je
vypo¢itany korelaény index, ktory uréuje spol'ahlivost’ vvhodnotenia vysledkov.
Spol'ahlivostna mapa: Pri zobrazeni spolahlivostného indexu sa automaticky zobrazia hranice
zin. Rekonstruovany pseudo-bright field obraz. UmoZiiuje porovndvat’ analyzovant oblast’

s redlnym obrazom z transmisného mikroskopu.

Moznosti exportu dat kompatibilné s pouZivanymi systémami: TSL, HKL a pod.

Sady driiakov

Pontikame sadu pozostavajicu z grafitového drfiaka na vzorky s priemerom 3mm azo
zakladacieho zariadenia - Graphite Load Dock pre tento drZiak pre zariadenie na pripravu
vzoriek pre transmisnd elektronovi mikroskopiu idnovym stenSovanim Gatan PIPS.
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